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E M E N T A 

Introdução 

Geração de raios-X: fontes coerentes e incoerentes. Interações de raios-X com a matéria. Detecção de raios-

X. Radiografia conventional: aplicações e limitações. Tipos de óptica de raios-X: reflexão, refração, 

difração, absorção. Litografia para manufatura de componentes ópticos de raios-X. Caracterização de 

componentes ópticos de raios-X. Métodos interferométricos baseados em grades de difração. Interferometria 

Talbot-Lau. Visibilidade e homogeneidade. Extração de Imagens de raios-X. Interferometria Talbot-Lau: 

aplicações em medicina e em ciência dos materiais. Novos métodos ópticos de raios-X. Métodos não-
interferométricos baseados em grades para investigações de nanocompósitos e materiais 
biomédicos. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 

1. Introdução 

1.1 Materiais compósitos 

1.2 Vantagens e desvantagens 

1.3 Aplicação 

 
2. Análise Micromecânica 

2.1 Matriz, reforço e interface 

2.2 Regra das misturas 

2.3 Homogeneização das propriedades 

2.4 Ensaios mecânicos 

 
3. Ensaios Mecânicos 

3.1 Caracterização 

3.2 Análise de tração 

3.3 Análise de compressão 

3.4 Análise de cisalhamento 

3.5 Análise interlaminar 
3.6 Caracterização de compósitos com concentradores de tensão 

 
4. Análise Macromecânica 

4.1 Teoria Clássica dos Laminados 
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4.2 Análise de tensões e deformações na lâmina 

 
5. Análise de Falhas 

5.1 Modos de falha de um laminado 

5.2 Procedimento de análise de falha em laminados 

 
6. Técnicas de Fabricação 

6.1 Técnicas de deposição de fibra 

6.2 Técnicas de processamento de resina 

 
7. Introdução ao Projeto de Estruturas em Material Compósito 

7.1 Introdução ao projeto estrutural 
7.2 Seleção do material 
7.3 Seleção da configuração 

7.4 Requerimentos de projeto 

7.5 Conceitos de otimização 

7.6 Filosofias de projetos para estruturas em material compósito 

 
8. Discussão e apresentação do projeto 
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